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Foreword

The text of document 86C/495/FDIS, future edition 1 of IEC 61290-11-1, prepared by SC 86C, Fibre
optic systems and active devices, of IEC TC 86, Fibre optics, was submitted to the IEC-CENELEC
parallel vote and was approved by CENELEC as EN 61290-11-1 on 2003-04-01.

The following dates were fixed:

— latest date by which the EN has to be implemented
at national level by publication of an identical
national st)dard or by endorsement (dop) 2004-01-01

— latest date ich the national standards conflicting
with the EN he§® to be withdrawn (dow)  2006-04-01

Annexes designated "n tive" are part of the body of the standard.
Annexes designated "in tive" are given for information only.

In this standard, annex ZAY rmative and annexes A and B are informative.
Annex ZA has been added b %NELEC.

®O/(Endorsement notice

*

The text of the International Standard I@‘ﬁ1290-1 1-1:2003 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the foﬂ@/;g notes have to be added for the standards indicated:

IEC 60793-1-1  NOTE Harmonized as%0793-1-1:2003 (not modified).
.

IEC 60825-1 NOTE Harmonized as EN @ 5-1:1994 (not modified).

IEC 60825-2 NOTE Harmonized as EN 6082@000 (not modified).

IEC 60874-1 NOTE Harmonized as EN 60874-1%(n0t modified).

IEC 61291-1 NOTE Harmonized as EN 61291-1:199@& modified).
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MI'ETHODES‘ D’ESSAI DES AMPLIFICATEURS
A FIBRES OPTIQUES -

Partie 11-1: Dispersion en mode de polarisation —
Méthode d’analyse propre de matrice de Jones (JME)

A
6/‘ AVANT-PROPOS

La CEl (Commis&é?n Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensen@’des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a
pour objet de favoris coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricit e I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élab fon est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traitg ut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaiso c la CEl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement
avec I'Organisation Internationa Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux
organisations. &

Les décisions ou accords officiels Q El concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international $ur lgs sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d€tggdes.

Les documents produits se présentent soussla forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, orts techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

Dans le but d'encourager Il'unification internatﬁg& les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possib es Normes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entr yorme de la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs d ;m'ette derniére.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marqu omme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré confor ‘une de ses normes.

'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits gues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété e ne pas avoir signalé leur existence.

2

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments%présente Norme internationale peuvent faire

La Norme internationale CEl 61290-11-1 a été établie p@e sous-comité 86C: Systémes et
dispositifs actifs a fibres optiques, du comité d'études 86 dEAHRCEI: Fibres optiques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

x
®()'

x g
FDIS Rapport de vote
86C/495/FDIS 86C/516/RVD J,’

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute inform%ur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

OPTICAL AMPLIFIER TEST METHODS -

Part 11-1: Polarization mode dispersion —
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*
The IEC (Interna @ Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrdfechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-oper n all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addi o other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical ittees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this prepar work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also partici in this preparation. The |IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardiz (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

)\? FOREWORD

The formal decisions or agreen@t of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committ T e

The documents produced have the form(ccsecommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, hnical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

In order to promote international unification, National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum e@.possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the’Cgiesponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter. &

The IEC provides no marking procedure to indicate™ 5pprova| and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its s@dards.

Attention is drawn to the possibility that some of the eIerr% of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for ientifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61290-11-1 has been pr @d by subcommittee 86C: Fibre optic
systems and active devices, of IEC technical committeeé@ Fibre optics.

Qo

The text of this standard is based on the following documen%
X

voting indicated in the above table.

FDIS Report on vofl@‘\
86C/495/FDIS 86C/516/RVD (/1

Full information on the voting for the approval of this standard can beﬂfgﬂd in the report on

L

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives,@t 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.
At this date, the publication will be

reconfirmed;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.
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INTRODUCTION

Pour autant que I'on puisse en juger, la présente partie de la CElI 61290 est la premiére
norme internationale qui traite de ce sujet. La technologie des amplificateurs a fibres optiques
évolue toujours, de sorte que des amendements et de nouvelles éditions de cette norme sont
a prévoir.

Chaque abréviation introduite dans cette norme est expliquée dans le texte, au moins lors de
sa premiére apparition. Cependant, pour une meilleure compréhension de l'ensemble, une
liste de toutes%abréviations utilisées se trouve dans I'Annexe A.
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INTRODUCTION

As far as can be determined, this part of IEC 61290 is the first International Standard on
this subject. The technology of optical fibre amplifiers is still evolving, hence amendments and
new editions to this document should be expected.

Each abbreviation introduced in this standard is explained in the text at least the first time
it appears. However, for an easier understanding of the whole text, a list of all abbreviations
used is given in Annex A.
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MI'ETHODES‘ D’ESSAI DES AMPLIFICATEURS
A FIBRES OPTIQUES -

Partie 11-1: Dispersion en mode de polarisation —
Méthode d’analyse propre de matrice de Jones (JME)

1 Domaine plication et objet

La présente par( de la CEl 61290 s'applique a tous les amplificateurs optiques (AO)
disponibles sur le m €, y compris ceux qui utilisent des fibres actives (AFO) et les ampli-
ficateurs a semicond urs (SOA) qui utilisent des supports de gain a semiconducteurs.

La dispersion en mode olarlsatlon (PMD) provoque l'extension d'une impulsion optique
dans le domaine tempo tte dispersion pourrait affecter la performance d'un systéme de
télécommunications. Leffet t étre lié a une vitesse de groupe différentielle et des temps
d'arrivée correspondants de d ents composants de polarisation du signal. Pour une source
a bande étroite, I'effet peut étr a un retard différentiel de groupe (DGD) entre des paires
d'états principaux de polarisation @ogonalement polarisés (PSP).

Cette méthode d'essai décrit une pro ure pour mesurer la PMD des AOs. Le résultat de
mesure est obtenu a partir de la m&Sure des parameétres de Stokes normalisés a deux
longueurs d'onde a espacement serré. /O

4

La méthode d'essai décrite ici exige un signa@ﬁﬂarisé a l'entrée du polarimétre avec un degré
de polarisation (DOP) d'au moins 25 %. Bien la source d'essai soit hautement polarisée,
le DOP a la sortie de I'AO est réduit par I'émi spontanée amplifiée (ESA). L'Annexe B
analyse l'impact de I'ESA sur le DOP. Afin d'as r une précision de mesure, le DOP est
mesuré en tant que partie de la procédure de mesuriQ

La méthode décrite ici s'est avérée étre exempte de ga épendant de la polarisation (PDG)
et de la perte dépendant de la polarisation (PDL) jusqu'a OX|mat|vement 1 dB.

Bien que la méthode d’essai d’analyse propre de matrice @(tones (JME) soit en principe
aussi applicable aux AOs non pompés (autrement dit, non pr(@lses) la technique JME de
cette norme ne s’applique qu’aux AOs pompés (autrement dit, prc@rses)

%
0
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OPTICAL AMPLIFIER TEST METHODS -

Part 11-1: Polarization mode dispersion —
Jones matrix eigenanalysis method (JME)

1 Scope an}ebject

s (OFAs) using active fibres and semiconductor optical amplifiers (SOAs)

This part of IECé 90 applies to all commercially available optical amplifiers (OAs) including
optical fibre amplt
r gain media.

using semiconduc

Polarization-mode dis%on (PMD) causes an optical pulse to spread in the time domain.
This dispersion could impat#r the performance of a telecommunications system. The effect can
be related to differenti oup velocity and corresponding arrival times of different
polarization components of% signal. For a narrowband source, the effect can be related to
a differential group delay ( @ between pairs of orthogonally polarized principal states
of polarization (PSP). &/

*
This test method describes a proc/ re for measuring the PMD of OAs. The measurement
result is obtained from the measurem of the normalized Stokes parameters at two closely

spaced wavelengths.

The test method described herein require%oolarized signal at the input of the polarimeter
with a degree of polarization (DOP) of at @t‘ 25 %. Although the test source is highly
polarized, the DOP at the output of the OA i duced by amplified spontaneous emission
(ASE). Annex B analyses the impact of ASE he DOP. In order to assure an accurate
measurement, the DOP is measured as part of thé%easurement procedure.

The method described herein has been shown to une to polarization-dependent gain
(PDG) and polarization dependent loss (PDL) up to ap {mately 1 dB.

Although the Jones matrix eigenanalysis (JME) test meth@&s in principle also applicable to
unpumped (that is, unpowered) OAs, the JME technique in& standard applies to pumped
(that is, powered) OAs only. @





